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Abstract — The procedure of estimation of uncertainty of
measurements on the standard of units of the maximum values
of intensity of electric and magnetic pulse fields is considered.

1. BBepgeHune

MexayHapogHble CTaHAapTbl MO 3MEKTPOMarHUTHOM
coBmectumoctn (BMC) yctaHaBnmBaiT TpeboBaHusA K
TEXHUYECKMM CpeAcTBam MO YCTOMYMBOCTU K AENCTBUMIO
3NEKTPOMArHUTHbIX MOMEX, MMEIOLLMX UMMYTMbCHYIO Npu-
pogy. Ans meTponoruyeckoro obecneyeHns npoeege-
HUS TakMx WUCMbITaHWM B YKpauHe CO3[aH 3aTanoH eau-
HUL  MakCUMarbHbIX 3HA4YeHWUI HaMPSHKEHHOCTU UM-
MyrnbCHOrO 3MEKTPUYECKOr0 M MarHUTHOro nonen (ata-
noH POMI) [2]. Mpu paboTe c atanoHamu MexayHa-
pogHoe cornaiwleHve [3] permameHTMpyeT Npov3BOAUTb
OLieHVBaHNe 3asiBNEeHHON HeomnpeaeneHHoCcTn uamepe-
Hu. B poknage paccmaTpuBaeTcs npouenypa OueHu-
BaHWSA HeonpedeneHHOCT! W3MepeHu Ha ITaroHe
P3MI1, ocHoBaHHaa Ha MOAENbHOM MOAXOAe, U3NOXEH-
Hom B [4, 5].

2. OcHOBHas 4yacTb

WcxoaHbiMu napameTpamm 3TanoHa siBnsTCs:

— MakcuMMmarbHOe 3HayeHue HanpsKeHHOCTU anek-
Tpuyeckoro (MarHUTHOro) nons;

—3HayeHne AnuTenbHOCTU nepegHero poHTa UM-
nynsca mexay ypoHsamu 0,1...0,9 makcumanbHoW am-
NAnTYAbI.

OueHnBaHne HeonpeaeneHHOCTU MNepPevYnCTIeHHbIX
napameTpoOB OCYLLECTBMAETCS Npy AeCATUKPaTHOM BOC-
npou3sedeHMn nMnynbca anekrTpuyeckoro nons. O6pa-
60TKa 9SKCMepUMEHTanbHbIX AaHHbIX OCYLLECTBRSETCS
rpacdoaHanUTUYeckuM MeTOAOM.

Cxema M3MepuTEenbHOW YCTaHOBKM M300paxeHa Ha
puc. 1.
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Puc. 1 — Cxema nameputenbHOM yCTaHOBKU

AHanms cxembl U3MEPUTENBHOW YCTaHOBKM MO3BO-
nsieT 3anucatb MoAenbHOE ypaBHEHME B CriefyloLLiem
obLiem Buae

Y =kqko X, (1)
rae Y — MakcumanbHOe 3HayeHue HanpsiKeHHOCTU
anekTpuyeckoro (MarHutHoro) nons; kq — koadpcpuum-
€eHT npeobpa3oBaHUsA [aTyuKka HanpsPKEHHOCTM 3nek-
TPWYeCKOro nons ¢ nuHWew nepegaun; ko, — koaddu-
UMEHT KannbpoBKM COOTBETCTBYHLLEN LUKanbl OCUMIIIO-

rpada (B COBpPEMEHHbIX ocummnnorpadgax aToT koagdu-
UWEHT yYMTbIBAETCA aBTOMATUYECKWU, NMOITOMY €ro cre-

OyeT UCKMouUTh), X — cpegHee apudmMeTuyeckoe

3HayeHue napameTpa X , KOTOpbIA HEMNOCPEACTBEHHO
N3MepsIeTCcs, T.€. BbIXOAHOE HaMpshkeHve AaTyuka.

McTovyHnkammn HeonpegeneHHocTn W3MEepeHun Ha-
NPSHXKEHHOCTU 3NEKTPUYECKOro NOMs SABMASOTCA: NorpeLu-
HOCTb ko3dhduuMeHTa npeobpas3oBaHUs OaTyMka Ha-
NPsSXKEHHOCTU 3NEKTPUYECKOro nons; ocrabneHue am-
NAMTYObl HANPSHXKEHWUST B NIMHWAW Nepejayu; NorpeLHocTb
KanubpoBKW LUKanbl BEPTUKANbHOIO OTKIOHEHWUSI OCLMI-
norpada; norpeLHocTb rpacdoaHanuTM4eckoro MeToga
N3MepeHUss amnnmTyabl.

McTovHnkammn HeonpeneneHHOCTU M3MepeHun Anu-
TENbHOCTW nepedHero U 3agHero (POHTOB WUMMNynbca
SIBMNAIOTCS: UCKaXeHue nepegHero ¢poHTa wmmMnynsca
[aTyYMKOM HanpsXKEHHOCTU 3NEKTPUYECKOro MNons; ucka-
XeHve (poHTa MMMynbca NUHMEN nepedadu; norpeLu-
HOCTb KanMbpoBKW LUKanbl FOPU3OHTANbHOMO OTKIIOHE-
HMs ocumnnorpada; NorpeLHocTb rpadoaHanuTUYecKo-
ro metoga U3MepeHust AnuTenbHOCTU pPoHTa UMMYIb-
ca.

Ha ocHoBaHMM aHanusa ypaBHeHus (1) n nepeuunc-
NEHHbIX BbILLE UCTOYHWKOB HEOMNPEAENEHHOCTU HalgeHo
BblpaXkeHne Ansg CyMMapHOW CTaH4apTHOW U pacLuMpeH-
HON HeonpeaeneHHOCTU MU3MEpPEHUs NapaMeTpoB 3Ta-
noHa, 6omxeT HeonpeaeneHHOCTU U NpoaHanuanpoBa-
Hbl BKMafabl HEONpeAeneHHOCTM BXOAHbIX BENUYWMH B
HeonpeaeneHHOCTb U3MEPSIEMbIX NapaMeTPOB 3TarioHa.

3. 3aknouyeHue

MpoBeaeHHbIN aHanM3 NCTOYHUKOB HeonpeaeneHHo-
CTW M3MepeHuin napameTpoB aTanoHa POMIN nossonun
BbISIBUTb JOMUHUPYOLLME BKMaabl HEONpeaeneHHOCTH U
npeanoXuTe PeKoMeHAauMn Mo YyMEHbLUEHUO CyMMap-
HOW CTaHOapTHOW M pacLUMPEHHOW HeonpeaeneHHOCTH
N3MepeHUii Ha aTarnoHe.
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	Исходными параметрами эталона являются:
	— максимальное значение напряженности электрического (магнитного) поля;
	—значение длительности переднего фронта импульса между уровнями 0,1…0,9 максимальной амплитуды.
	Оценивание неопределенности перечисленных параметров осуществляется при десятикратном воспроизведении импульса электрического поля. Обработка экспериментальных данных осуществляется графоаналитическим методом.
	Схема измерительной установки изображена на рис. 1.
	На основании анализа уравнения (1) и перечисленных выше источников неопределенности найдено выражение для суммарной стандартной и расширенной неопределенности измерения параметров эталона, бюджет неопределенности и проанализированы вклады неопределенн...


